




































专利名称(译) 超声波装置，超声波探头，电子设备和超声波图像装置

公开(公告)号 US20150094596A1 公开(公告)日 2015-04-02

申请号 US14/499806 申请日 2014-09-29
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IPC分类号 A61B8/00 A61B8/08 G10K11/30

CPC分类号 A61B8/4494 G10K11/30 A61B8/461 A61B8/52 A61B8/4427 B06B1/0629 A61B8/4483

优先权 2013203475 2013-09-30 JP

其他公开文献 US10517566

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声波装置包括基座，多个超声波换能器元件，声学调节层和壁部。超
声换能器元件以阵列形式布置在基座上，每个超声换能器元件具有振动
膜。声学调节层设置在每个超声换能器元件上。当在沿着基座的厚度方
向的平面图中观察时，壁部布置在相邻的超声换能器元件之间，使得相
邻的超声换能器元件上的声学调节层被壁部分隔开。从基座测量的声学
调节层的至少一部分高度。壁部分的声阻抗高于声学调节层的声阻抗。
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